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       試料作製、測定                測定⽀援 

利⽤⽬的 

電線におけるめっき層の構造や性質は、製品性能や耐久性に直結する重要なパラメータであり、
この分析には電⼦顕微鏡観察を⾏うことが基本である。本測定では、破壊分析である断⾯観察を⾏
わずにめっき層の構造や性質を⾮破壊かつ三次元的に調べる⼿段としてのナノテラスの活⽤につ
いて検討した。 

測定条件 
・内容 

（１） 試料 
銅線にすずめっきした細線 φ0.05mm×10ｍｍ 

 
（２） 放射光測定条件 

⾼分解能測定（視野 1.1×1.1ｍｍ） 

結果概要 

【実験⽬的】 
 直径 50μm の銅細線について、放射光 X 線 CT による⾼解像度観察を⾏うことで、めっき
層の状態を可視化することを試みた。 
【結果概要】 

図１に X 線 CT 画像を⽰す。銅線とすずめっき層を⾼コントラストで分離することができ
ている。試料が直径 50μm と⼩さいものの、銅線及び不均⼀なめっきの様⼦をはっきりと確
認できた。特に、すずが銅を溶かし込んでいる様⼦が確認できており、めっき条件の最適化に
向けた有⽤なデータが得られることが期待された。 

 

 
図１ すずめっき銅線の CT 画像 
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